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前  言

  本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。
本标准由中华人民共和国工业和信息化部提出。
本标准由工业和信息化部(通信)归口。
本标准起草单位:武汉烽火科技集团有限公司、中兴通讯股份有限公司、中国信息通信研究院、深圳

新飞通光电子技术有限公司。
本标准起草人:赵先明、宋梦洋、江毅、龚雪、罗勇、邓智芳、杨春、武成宾、赵文玉、陈悦。

Ⅲ

GB/T33768—2017



通信用光电子器件可靠性试验方法

1 范围

本标准规定了通信用光电子器件可靠性试验方法的术语和定义、一般要求、详细要求,包括试验的

目的、设备、条件、程序、检验及失效判据。
本标准适用于通信用光电子器件,其他领域的光电子器件也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T19001 质量管理体系 要求

GB/T21194 通信设备用的光电子器件的可靠性通用要求

3 术语和定义

GB/T21194界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1 
光电子器件 optoelectronicdevice
具有光电特性的元件。
注:包括但不限于激光二极管、发光二极管、光电二极管、雪崩光电二极管及由它们组成的组件或模块,统称“光电

子器件”。

3.2 
试样 specimen
用作可靠性试验的光电子器件样品。

3.3 
失效 failure
光电子器件达不到规定的光电参数和/或物理参数时,称为失效。

3.4 
失效判据 failurecriterion
判定光电子器件失效的依据。

4 一般要求

4.1 试验类型

试验类型包括:符合性试验、机械完整性试验、环境试验和物理特性试验。

4.2 试验设备

应定期维护和校准试验设备。试验设备的维护、校准和调控应符合GB/T19001的相关规定。
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